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ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ 

 

Сучасні методи ідентифікації зображень не  забезпечують той рівень  

надійності, який є необхідним в даний час. Можливим рішенням для 

ідентифікації особи з достатньою надійністю є використання біометричних 

технологій, які відрізняються від стандартної ідентифікації за допомогою 

паролю та значно підвищують  певність  та надійність цього процесу. 

Для оцінки ефективності роботи систем ідентифікації ми 

використовували  параметри, які найкраще можуть характеризувати 

роботу цієї системи [1]. Нами враховувалися найбільш критичні параметри 

– величина помилки першого роду FRR, яка показує ймовірність того, що 

система не зможе ідентифікувати зареєстрованого користувача (тут 

розуміється, що система може прийняти  умовно «свого» користувача за 

«чужого»). Також досліджувалася величина помилки другого роду FAR – 

це ймовірність того, що система  ідентифікує незареєстрованого 

користувача (тобто прийме «чужого» за «свого») [2].  

З проведених досліджень стало зрозумілим, що ці помилки FAR та 

FRR  тісно зв’язані одна з одною, і виявилося, що більш вагомим та 

критичним параметром є FAR, так як надання доступу «чужому» може 

нанести  значну шкоду (на відміну від FRR). При налаштуванні системи 

треба встановлювати FAR  достатньо малим, але таким, щоб це не 

призвело до різкого збільшення величини FRR (тоді система буде 

відмовляти в доступі більшості зареєстрованих користувачів). Було 

встановлено, що при значеннях FAR у межах від 0,001 до 0,1, величини 

помилки FRR будуть коливатися у межах від 0,05 до 0,15. 
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